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1. Просторовий розподіл та місце локалізації в гратці радіаційних дефектів та домішок інертних газів

2. Depth distribution and lattice site location of radioactive defects and inert gas impurities

Реферат:
1. Дисертація присвячена встановленню закономірностей дефектоутворення, просторово-концентраційних
розподілів і місця локалізації в елементарній комірці кристала радіаційних дефектів та імплантованої
домішки. З використанням комплексу експериментальних методик показано, що рівні пошкоджуваності, що
створюються при опромінюванні різними іонами, корелюють із значеннями енергії, що виділяється в
пружних зіткненнях. Встановлений збіг експериментально виміряних профілів дефектів зміщених атомів
нікелю та їх комплексів з розрахунковими профілями енерговиділення. Показано, що просторовий розподіл
протяжних дефектів корелює з областю глибин між максимумами дефектів і пробігів. Досліджені розподіл,
захоплення і утримання дейтерію в сталі Х18Н10Т при підвищених температурах опромінення.

2. The dissertation is devoted to radiation damage formation law establishment, concentration and depth
distribution and lattice site location in nickel single crystal elementary cell of radiation defects and admixture.
Using the complex of experimental methods it was shown that damage levels corresponding to various ion



implantation cases are in good agreement with separated in elastic collision energy levels. The coincidence of the
experimentally measured defect profiles from the displaced nickel atoms and their complexes with the calculated
ones was detected. The spatial distribu-tion of extensive defect correlation with the area of depths between
defects and range maximums was shown. Deuterium accumulation, trapping and reemission from the Cr18Ni10T
stainless steel under the high temperature irradiation were investigated.
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